Zaklady svételné techniky (4)

Minimélni a maximalni hodnoty jasu
povrchu komunikace se zjistuji mérenim
jasu ve stejném poli kontrolnich mist
jako pti méfeni osvétlenosti. Clona jaso-
méru se voli tak, aby méfena plocha byla
co nejmensi a nezasahovala do soused-
nich méfenych mist. Z vysledkt takové-
hoto podrobného méfeni se stanovi pri-
mérny jas povrchu vozovky jako aritme-
ticky pramér z hodnot jastt naméfenych
ve zminéné siti kontrolnich mist. Jas se
mét{ vzdy na suchém povrchu vozovky,
na kterém jsou jiz ustaleny odrazné vlast-
nosti. To obvykle byva az asi po roce béz-
ného provozu.

Pro podrobné proméfent jasti v mno-
ha bodech na komunikaci jsou vhodné ja-
soméry, kterymi lze méfit jas z jedouciho
automobilu pfiautomatické registraci na-
méfenych hodnot. Toto umoznuji napft.
jasomeéry s kmitajicim zrcatkem, které pri
kmitoctu kyvani zrcatka 5 Hz, rychlosti
automobilu asi 55 km-h™, §ifce vozovky
10m registruji kazdou setinu sekundy jed-
nu hodnotu, ¢imz zajisti ndvaznost mére-
ni jak v podélném, tak v pficném sméru
vozovky. Jiny zptsob zjisténi rozlozeni
jasu na povrchu vozovky vyuziva obraz
snimany televizni kamerou a hodnoceny
na monitoru.

Nepfima metoda uréeni primérné-
ho jasu povrchu vozovky je zalozena
na zjisténi jasového soucinitele osvétleni
eLp = Ep/Lp z primérnych hodnot osvét-
lenosti £}, a jasti L, vypocitanych bodo-
vou metodou v celém rozsahu sledované-
ho pole kontrolnich mist.

Za predpokladu, zZe se nezméni po-
vrch vozovky a ze zlstanou zachovany
zakladni geometrické a svételnétechnic-
ké parametry osvétlovaci soustavy, ne-
zméni se béhem provozu hodnota jaso-
vého soucinitele osvétleni erp. Pri pro-
voznim méfeni rozlozeni osvétlenosti
na komunikaci se z naméfenych hodnot
osvétlenosti vypocita primérnad osvét-
lenost Ep; a hledana primérna hodnota
jasu Ly se stanovi s vyuzitim jasového
soucinitele erp, z vyrazu

Ly = Ey/erp (cd-m™; Ix, Ix-cd™m?) (4.5)

4.4 Méreni svitivosti

Svitivost jako fotometrickd veli¢ina
se neméii piimo, ale prevadi se pii ob-
jektivnim méfeni na méfeni osvétlenosti.
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Svitivost se méri na fotometrické lavici,
ktera se sklada z vodicich ty¢i ¢i kolejni-
¢ek, po nichz pojizdéji voziky se svétel-
nymi zdroji a fotoc¢lankem. Vzdalenosti
mezi fotoclankem a zdroji se odeditaji
na métitku upevnéném na lavici. Sttedy
zdrojti i fotoclanku musi byt nastaveny
pfesné do optické osy. Vyzatovaci plo-
chy zdroji a rovina pfijimaci plosky fo-
toclanku musi byt kolmé k optické ose
fotometrické lavice.

Pti objektivnim méfeni svitivosti Iz
zkous$eného svételného zdroje se foto-
¢lanek na fotometrické lavici postup-
né osvétluje nejprve etalonem svitivosti
(svitivost In) a nasledné méfenym zdro-
jem (svitivost I7). Nejcastéji se méfi pii
konstantni osvétlenosti fotoclanku, kdy
se vylucuje vliv nelinearity zavislosti fo-
toproudu fotonky na osvétlenosti. Méni
se tedy vzdalenost /z méfeného zdroje
od fotoclanku tak, az je vychylka méfici-
ho pfistroje stejna jako pii osvétleni fo-
to¢lanku ze vzdalenosti /y etalonem svi-
tivosti In. Pak se hledana svitivost I vy-
podita z rovnice
I = In()*/(I)? (cd; cd, m,m)  (4.6)

Pokud by se méfilo pfi rizné osvétle-
nosti fotoclanku, bylo by nutné ovéfit li-
nearitu fotoc¢lanku a pocitat s korekeni-
mi Ciniteli.

Pfi méfeni je tfeba vyloucit ptsobe-
ni rozptyleného svétla na cidlo. Proto se
na fotometrickou lavici mezi zdroj a fo-
toclanek umistuji stinici clony tak, aby
na fotonku dopadalo svétlo pouze od mé-
feného zdroje. Velikost otvorti v clonach
musi byt takova, aby zadna aktivni ¢ast
zdroje nebyla zastinéna. Pti objektivnim
méfeni musi byt citliva plocha ¢idla zce-
la a rovnomérné osvétlena.

4.5 Méreni Car svitivosti

Céry svitivosti svételnych zdrojii lze
méfit na fotometrické lavici, a to zjisto-
vanim svitivosti postupné v rtiznych smé-
rech subjektivni nebo objektivni meto-
dou. Podle pozadované presnosti se méri
po 10°, 5° ¢&i 2°, popt. i po mensich tihlo-
vych intervalech. Nejcastéji se vSak cary
svitivosti zdrojt a svitidel méri pristroji,
které se nazyvaji goniofotometry. Jsou to
zafizeni, kterd umoznuji méfit svitivost
svételného zdroje ¢i svitidla v riiznych ro-

vinach a pod rtiznymi thly. Takovy po-

zadavek mohou splnit v zasad¢ tfi rizna

konstrukéni usporadanti:

1. oto¢ny zdroj a pevny fotometr,

2. pevny zdroj a oto¢ny fotometr,

3. pevny zdroj i fotometr a oto¢ny zrca-
dlovy systém.

Goniofotometry s oto¢nym zdrojem ¢i
svitidlem nejsou v tomto pfipadé vhod-
né, nebot svételny tok nékterych zdroja
je zavisly i na poloze zdroje.

Pristroje druhé skupiny lze pouzit
pouze pro objektivni méteni. Pouziva-
ji fotonku pfipevnénou na rameni, které
se otaci okolo zdroje ¢i svitidla. Vyhodou
tohoto fesenti je skute¢nost, ze zkousené
svitidlo ¢i svételny zdroj jsou zavéseny
v normalni provozni poloze.

—

Obr. 4.10. Ndcrt konstrukce goniofotometru
s otocnym ramenem R a s fotocldnkem F; zkou-
Sené svitidlo (zdroj) Z je pevné umisténo v ose
o rotace ramene R a ve svislé roviné otdaceni
fotoclanku F

Priklad konstrukce goniofotometru
s otonym ramenem je na obr. 4.10. Pfi-
stroj se skldda z ramene R, na némz je
upevnéna fotonka F. Rameno R se ota-
¢i okolo méfeného zdroje Z umisténého
v ose otaceni 0. Uhel natoéeni se odeéita
na bubinku B. Rovina, ve které se méri
ktivka svitivosti, se méni nato¢enim zdro-
je cisvitidla.

Pfistroje tfeti skupiny umoznuji sub-
jektivni i objektivni méfeni v libovol-
né vzdalenosti, jsou vSak velmi naro¢né
na konstrukci, zejména na optickou kva-
litu zrcadel. Ptiklad takového goniofo-
tometru je na obr. 4.11. Okolo svitidla
Z se na pevném rameni otaci zrcadlo Z;.
Svétlo odrazené zrcadlem Z; vrha druhé
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zrcadlo Zy ve sméru osy otaceni do pev-
né stojiciho vizualniho nebo fyzikalniho
fotometru F.

Fotometricka vzdalenost je dana souc-
tem vzdalenosti od méfeného zdroje, ptes
obé zrcadla az k fotometru. U tohoto pii-
stroje by bylo mozné vykonavat absolut-
ni méfeni svitivosti, ale bylo by zapotfe-
bi znat ¢initele absorpce zrcadel, ktery se
¢asem zvétsuje.

Jde o dutou kouli na vnitfnim povrchu
opatienou bilym rozptylnym natérem s vy-
sokym ¢initelem odrazu. Diilezitym poza-
davkem je, aby byl natér barevné neselek-
tivni. Nejlépe vyhovuji nékteré druhy bé-
loby zinkové, titanové ¢i barytové. (%,asto
byva zakladni natér trvaly a na néj je nane-
sen natér rozpustny ve vodé, ktery se pra-
videlné obnovuje. Cinitel odrazu by mél
byt vmezich 0,75 az 0,85. Koule ma na jed-

né strané okénko s fotoclankem

F zastinéné clonkou Ci, aby
na néj nedopadalo svétlo pfimo
ze zdroje. Zdroj Z je zavésen
ptiblizné ve stfedu koule. Pfi
rozsviceni zdroje uvniti koule
vznikaji mnohonasobné odra-
zy na vnitinim povrchu kou-
le. S ohledem na difuzni cha-
rakter vnitiniho povrchu inte-
gratoru je teoreticky vysledna
osvétlenost ve vSech bodech
vnitfniho povrchu koule stej-
na a jeji hodnota se méii foto-
¢lankem F.

Dopada-li na vnitini povrch
integratoru ze zdroje Z tok @,
a ma-li rovnomérné rozptylné
odrazejici povrch integratoru

Obr. 4.11. Nacrt konstrukce goniofotometru s otocnou
zrcadlovou soustavou a s pevnym fotocldnkem F

Konstrukce viech typti goniofotomet-
ri musi byt dostate¢né tuhd, aby béhem
rotace nedochazelo k deformaci ¢i kyva-
ninosnych ¢asti, ¢imz by se zavadély pii-
davné chyby méfeni.

Svitivost se obvykle v riiznych smérech
neméri absolutné, ale staci relativni méte-
ni, které dovoluje nakreslit tvar zjisténé
ktivky v polarnich soutadnicich. Diagram
svitivosti se posléze ocejchuje zjisténim
jedné absolutni hodnoty svitivosti, napf.
ve sméru svislé osy svitidla, a to zvlastnim
méfenim bud pfimo na goniofotometru
nebo na fotometrické lavici.

Goniofotometry pro hromadna méfe-
ni automaticky ukladaji naméfené a zko-
rigované hodnoty do ptedepsanych [4.8]
datovych soubort. Je vyhodné je vybavit
i zatizenim pro samocinné zakreslovani
car svitivosti ve vybranych fotometric-
kych rovinach na polarni papir.

4.6 Méreni svételného toku

Svételny tok svételnych zdroji ¢i svi-
tidel je mozné stanovit bud graficko-po-
¢etnimi metodami z naméfenych kiivek
svitivosti nebo pfimym méfrenim svétel-
ného toku v integratoru s pouzitim nor-
malu svételného toku.

Integrator miizZe mit tvar krychle nebo
kvéadru, ale nejvhodnéjsi (zvlasté pii ne-
symetrickém rozdéleni svételného toku)
jsou integratory ve tvaru koule podle
obr. 4.12.
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integralni ¢initel odrazu p, je
odrazend slozka vysledného
svételného toku @ dopadajici
vlivem mnohonasobnych odrazii na vnitf-
ni povrch integratoru rovna

D=pD,+p’D,+p’D, +...
4.7
tp'0 =L o @D
l-p

Vnitfni povrch kulového integratoru je

ve vSech mistech stejné osvétlen a osvét-

lenost v libovolném bodé tecné roviny

k vnitinimu povrchu integratoru je rovna

stfedni hodnot¢ osvétlenosti celého vniti-

niho povrchu nD? kulového integratoru
o pruméru D.

V misté okénka s méricim ¢idlem od-
povida osvétlenost E pouze odrazenym
svételnym toktim, tj. toku @, a stanovi
se ze vztahu
=% - P g_io

D" nD (1-p)

(Ix; Im, m; m, lm; Im)

(4.8)

kde %; je konstanta integracniho foto-
metru

b= P
" aD*(1-p)

Fotoc¢lanek tedy indikuje hodnotu
osvétlenosti E, kterd je pfimo tmérna
toku zdroje @,. Z rovnice (4.8) je patrné,
Ze citlivost integracniho kulového foto-
metru ovliviiuje jeho primér D a Cinitel
rovnomérné rozptylného odrazu p.

Obvykle se méii substitu¢ni objektiv-
ni metodou. Nejprve se umisti do integra-
toru normal svételného toku a stanovi se
konstanta zatizeni. Pak se normal vyjme
a misto n¢ho se do koule umisti méte-
ny zdroj. Udaj fotometru nasobeny kon-
stantou zafizeni udava svételny tok mé-
feného zdroje.

Jestlize se méfi v integratoru svétel-
ny tok celého svitidla nebo zdroje s vét-
$imi nosnymi ¢astmi, dochazi k urcité-
mu pohlceni a odstinéni ¢asti svételné-
ho toku. V takovém ptipadé je vhodné
pouzit pro vylouceni stiniciho vlivu po-
mocnou zarovku, zvanou korekéni zdroj
K (obr. 4.12). Ten byva umistén u stény
koule obvykle naproti vystupnimu okén-
ku, pficemz je zakryt clonou Cy, aby neo-
svétloval pfimo vystupni okénko ani mé-
feny zdroj ¢i svitidlo. Je vhodné, aby se
svételny tok pomocné zarovky piili§ ne-
ligil od svételného toku méfeného zdro-
je, a musi byt konstantni po dobu jedno-
ho méfeni.

Postup méfeni s korek¢nim zdrojem
je tento:

(m™% m)

(4.9)

1. pfi rozsviceném normalu

&~
Di3

a zhasnutém korekénim

DI6 zdroji se na pfistroji precte

fldaj EN,

2. pfi zhasnutém normélu
a rozsviceném korekénim
zdroji — tdaj Exn,

3. pfi zhasnutém méfeném
zdroji a rozsviceném ko-
rekénim zdroji — Gdaj Eiy,

4. pfi rozsviceném méfeném
zdroji a zhasnutém ko-
rekénim zdroji — adaj Ex.

F Je-li svételny tok norma-

lu @y, svételny tok méreného

zdroje @y se vypocita ze vztahu

E B

D =D
§ NE'N Ekx

Obr. 4.12. Nacrt uspordddni integracniho kulového fo-

tometru

(Im; Im, 1x, Ix, Ix, Ix)  (4.10)
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Ve vztahu (4.10) pfedstavuje pomér
Eyn/Exx korekci vlivu stinéni neaktiv-
nich ¢asti.

Obdobnym postupem se miize v inte-
gratoru zméfit i svételny tok svitidla. Pak
je mozné stanovit téz Gcinnost svitidla
jako pomér svételného toku vyzatfované-
ho svitidlem ke svételnému toku zdroja
instalovanych ve svitidle.

Ptred zacatkem méfeni svételného toku
je tfeba svételny zdroj nechat urcitou
dobu zahoftet, aby se ustalily jeho své-
telnétechnické parametry. U vybojovych
zdrojt je tato doba dvacet i vice minut.

Presnost méfeni svételného toku v in-
tegratoru je ovlivnéna jednak vlastnostmi
fotoclanku (zavislost fotoproudu na osvét-
lenosti), jednak zménami teploty uvnitf
integratoru pfi déletrvajicich métenich. Li-
nearita foto¢lanku se ma pravidelné kont-
rolovat a je tfeba pocitat s korek¢nimi kfiv-
kami; vliv teplotnich zmén 1ze omezit tim,
Ze se svételny zdroj zahotuje pfi otevieném
integratoru a integrator se zavira na dobu
vlastniho méfeni. Vlastnosti vnitfniho na-
téru integratoru se rovnéz ¢asem ponékud
méni, coz by mohlo mit vliv u dlouhotrvaji-
cich méfeni (napt. zkousky zivotnosti zdro-
ju). Také vystupni okénko musi vyhovovat
urc¢itym pozadavkiim, napft. jeho umisténi
se ma kryt co nejpfesnéji s vnitinim povr-
chem integratoru. Rovnéz clony, které bra-
ni pfimému dopadu svétla na fotoclanek,
maji mit urcité geometrické rozméry, napf.
clona C; ma mit pramér asi D/3 a jeji vzda-
lenost od vystupniho okénka ma byt D/6,
kde D je pramér integratoru.

Pti srovnavacich méfenich se zarovka-
mi a vysokotlakymi vybojkami musi byt
teplota okoli kulového integratoru v roz-
mezi 22 az 27 °C, pfi provoznich méfenich
18 az 29 °C. Zarivky se méii pii okolni
teploté integratoru 25 + 1 °C v prostredi
bez privanu. Zarovky a rtutové vysoko-
tlaké vybojky se méii v poloze svislé, pati-
ci nahoru, sodikové vysokotlaké vybojky
a zarivky v poloze vodorovné tak, aby je-
jich podélna osa lezela na spojnici stiedu
koule se stfedem fotoclanku.

4.8 Méreni integralnich charakteristik
svételného pole

Metodika méfeni svételného vektoru
vychazi ze skute¢nosti, Ze primét svétel-
ného vektoru do sméru normaly k ur¢ité
roviné je roven rozdilu osvétlenosti obou
stran této roviny. Pfi méfeni se vyuzivaji
dva stejné, zadni stranou k sobé pfipev-
néné fotoclanky zapojené tak, aby méfi-
ly rozdil jejich osvétlenosti. Nejcastéji se
vSak svételny vektor stanovuje urcenim
jeho pramétt do zvolenych tfi os pravo-
hlé souradnicové soustavy.

Stedni kulova a valcova osvétlenost se
méii pristroji [4.2] vybavenymi obdob-
né jako luxmetry, ovéem kosinusové na-
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stavce jsou nahrazeny zvlastnimi nastav-
ci z difuzné propoustéjictho materialu.
Tvar nastavctl odpovida typu modelo-
vého prijimace, resp. méfené integralni
charakteristice.

Podle [4.3] se zminéné specidlni na-
stavce pro méfeni skaldrnich integralnich
charakteristik z hlediska pfesnosti méreni
¢leni obdobné jako luxmetry do ctyf tiid
presnosti oznacenych L, A, B a C. Ptipust-
né chyby specidlnich nastavcl pro méfeni
sttedni kulové osvétlenosti jsou pro ttidu
LaAdo 10%, pro ttidu B do 15% a pro
tfidu C do 20 %. Maximalni dovolené chy-
by nastavcli pro méfeni stiedni valcové
osvétlenosti jsou pro tifidu L a A 5%, pro
tfidu B 10 % a pro tfidu C 15 %.

Vzhledem k tomu, ze stfedni kulova
osvétlenost je rovna stiedni hodnoté osvét-
lenosti povrchu koule, 1ze E4; téz urdit pti-
blizné jako stfedni hodnotu osvétlenosti na-
méfenych ve vybranych tecnych rovinach
k povrchu modelového kulového piijima-
ce. V nékterych ptipadech postacuje uva-
Zovat stfedni hodnotu jen ze $esti hodnot
osvétlenosti naméfenych v rovinach kol-
mych k osdm +x, -, +Y, -y, +z, -z zvolené-
ho pravothlého soutadnicového systému.

Stiedni valcovou osvétlenost je také
mozné stanovit jako stfedni hodnotu
osvétlenosti viech svislych rovin v daném
bodé. Tyto osvétlenosti lze snadno zmé-
fit otacenim fotoclanku svisle umisténého
v kontrolnim bodé pole. Pro béznou pra-
xi postacuje méfit vertikalni osvétlenosti
po 30° a z naméfenych dvanacti hodnot
stanovit aritmeticky prameér.

Velmi dynamicky rozvoj techniky v ob-
lasti fotoelektrickych ¢lankt a vyhodno-
covacich elektronickych systémti umoz-
nil, aby se pfi méfeni integralnich cha-
rakteristik mohly vyuzivat fotoclanky
s relativné malym pramérem piijimaci
plochy, napt. 10 mm. Diky tomu byly vyvi-
nuty nové, rozmérové mensi a praktictéjsi
nastavce pro méteni jednotlivych velic¢in.
Napriklad pramér nového pfijimace pro
méfeni stiedni kulové osvétlenosti nedo-
sahuje 5cm nebo vyska pfijimaci plochy
valecku pro méfeni sttedni valcové osvét-
lenosti je asi jen 4cm.

4.9 Nejistota méreni

Pfesnost méfent, tj. mira souhlasu na-
méfené hodnoty s pravou (skutecnou)
hodnotou sledované veli¢iny, byla diive
ur¢ovana chybou méfeni, tedy rozdilem
mezi vysledkem méfeni a pravou (sku-
te¢cnou) hodnotou sledované veli¢iny.
Vzhledem k tomu, ze prava hodnota ve-
liciny neni znama, nelze urcit ani chybu
méfeni. Aby pii méfenich byla k dispo-
zici alespon urcita vztaznd hodnota, za-
vadi se tzv. konvencné pravd hodnota, coz
je hodnota sledované veliciny, ktera pro
dany tcel nahrazuje jeji pravou hodnotu,

napi. hodnota referen¢niho etalonu aj.
V souvislosti s tim se pak hovoii o abso-
lutni chybé mérent, rovné rozdilu mezi na-
mérfenou hodnotou a konvenéné pravou
hodnotou veliciny.

Chyba méteni se déli na chybu nahod-
nou (slozka chyby mérent, ktera se pfiopa-
kovanych méfenich neptedvidatelné méni)
ana chybu systematickou (ztistava priopa-
kovanych méfenich stala nebo se méni
predvidatelnym zptisobem). Systematic-
ka chyba se sklada ze systematické chyby
métictho zafizeni (méfidla) a ze systema-
tické chyby metody. Systematické chyby
meéfidla se urcuji porovnavanim jeho tdajt
s etalonem, tedy kalibraci. Dokladem o ka-
libraci je kalibracni list, ktery obsahuje hod-
noty systematickych chyb métidla a infor-
mace o nejistoté jejich urceni. Na zakladé
udajt v kalibra¢nim listu Ize nékteré sloz-
ky systematické chyby pfistroje korigovat
bud pfictenim korekce k vysledku mére-
ni, nebo jeho vynasobenim korek¢nim ¢i-
nitelem. I presto, Ze by se podarilo odhalit
vSechny zdroje systematickych chyb a tyto
chyby korigovat, ztistala by urcita pochyb-
nost (nejistota) o tom, do jaké miry se zjis-
tény korigovany vysledek shoduje s pravou
hodnotou méfené veliciny.

V soucasnosti se proto pfesnost méte-
ni vyjadfuje pravé nejistotou méteni. Jde
o parametr, ktery se ptidruzuje k vysled-
ku méfeni a ktery udava interval hodnot
okolo vysledku méfeni, v némz lze s ur-
¢itou pravdépodobnosti ocekavat vyskyt
pravé hodnoty méfené veliciny.

Zakladni charakteristikou nejistoty je
standardni nejistota () vyjadfena hod-
notou smérodatné odchylky. Standard-
ni nejistota se udava v hodnotach mére-
né veli¢iny (absolutni standardni nejistota)
nebo pomérem absolutni nejistoty a hod-
noty piislusné velic¢iny (relativni standard-
ni nejistota).

Pro jeden z moznych zdrojt chyby mé-
feni (pro jednu z moznych pticin nejisto-
ty) se standardni nejistota miiZe stanovit
a) statistickou analyzou série naméfenych

hodnot, tedy z opakovanych méreni

stejné veli¢iny; v takovém ptipadé je

vysledkem standardni nejistota typu A,
b) jinymi zpusoby; vysledkem je stan-

dardni nejistota typu B.

Priciny nejistot typu A jsou neznamé,
a proto se vycisluji statistickym zpraco-
vanim souboru namétenych hodnot. Na-
ptiklad pfin opakovanych méfenich (pii
tom by mélo byt n > 20) urcité veli¢iny X
se ziskd n naméfenych hodnot x1, x9, x3,

. Xiy ... ¥n. Aritmeticky pramér X z na-
méfenych hodnot se urci z vyrazu

lezn:xi

n-:

(4.11)

Standardni nejistota uax typu A uda-
na v procentech a vztazena ke zjisténé-
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mu aritmetickému priméru X se stanovi
AR S ;

s vyuzitim vybérové smérodatné odchyl-

ky stfedni hodnoty z rovnice

1())?0 \/ n(nl—l) g (xi—)_c)2

(%) 4.12)

Unpx

Nejistotami typu B se obvykle cha-
rakterizuji znamé pficiny chyb s urcitou
pravdépodobnosti jejich vyskytu oko-
lo pravé, resp. konvencné pravé hodno-
ty. K takovym pri¢inam nejistot metody
méfeni patii napf. nepfesné umisténi fo-
toclanku v kontrolnim bodé, nespravné
umisténi ¢idla do vodorovné polohy aj.
Co se tyce rozdéleni odchylek, nejcastéji
se uvazuje rozdéleni normalni (Gausso-
vo) nebo rovnomérné (pravouthlé). Nor-
malni rozdéleni pfichazi v ivahu, pokud
je sledovanou chybou zatiZen jen maly
pocet méfeni. Neni-li vsak mozné v ram-
ci daného intervalu predpokladat sou-
stfedéni odchylek a zminéna chyba se
muze vdaném intervalu vyskytnout kde-
koliv, uvazuje se rozdéleni rovnomérné.

Urcuje-li se pro konkrétni zdroj chy-
by nejistota up typu B, vychazi se z ma-
ximdlni velikosti zmax (%) chyby (napf.
nejvétsi dovolena chyba uvedena v do-
kumentaci, nejvétsi predpokladana od-
chylka v nastaveni fotoc¢lanku aj.), jejiz
prekroceni se v uvazovaném intervalu
nepiedpoklada, a nejistota ug se vypo-
¢ita ze vztahu

UB = Zmax/x (%) (4.13)

kde y je cinitel dany pravdépodobnosti
statistického rozdéleni uvazované chyby.
Pti normalnim rozdéleni se voli y = 2, je-
li ptekroceni zmax médlo pravdépodobné,
nebo y = 3, je-li zmax nepiekrocitelné. Pro
rovnomérné rozdéleni je y = V3.

Vysledna kombinovand standardni nejis-
tota uc (%) se podle Gaussova principu §i-
feni nejistot stanovi slou¢enim vsech dil-
¢ich nejistot, at jiz typu A ¢i typu B, zjis-
ténych pro jednotlivé uvazované zdroje
chyb, ze vztahu

Uc :\/(”Al)2 +(“A2)2 +(“A3)2 +...
Voo (g )P () + () +

(4.14)

Pravdépodobnost, ze rozdil mezi na-
meéfenou a pravou (skute¢nou) hodno-
tou neprekro¢i uréenou standardni ne-
jistotu, zavisi na rozdéleni chyb. Pii
normalnim rozdéleni chyb je tato prav-
dépodobnost 68,3 % a pii rovhomérném
rozdéleni 57,7 %. Pro pouziti v praxi jsou
viak uvedené hodnoty pravdépodob-
nosti nizké. Pozaduje-li se pravdépo-
dobnost podstatné vyssi, udava se roz-
Sitend standardni nejistota U, ktera se sta-
novi z vyrazu

U= kU uc (4.15)
kde cinitel £y rozsifeni se obvykle voli
ku =2.V takovém ptipadé je pravdépodob-
nost, Ze prava hodnota lezi v intervalu (na-
méfend hodnota — U, naméfena hodnota
+U), pfi normalnim rozdéleni chyb 95,5 %

pro osvezeni pameti

a pfi rovnomérném rozdéleni chyb témér
100%. Udavané hodnoty nejistot se zao-

krouhluji na dv¢ platné ¢islice, pricemz
se dava prednost zaokrouhlovani nahoru.
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